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摘要(译)

一种带有DP接口的液晶模组测试装置及测试方法，涉及液晶模组的测试
领域，包括电源处理单元、现场可编程门阵列信号处理单元、CPU控制
单元，电源处理单元和现场可编程门阵列信号处理单元连接一个液晶模
组测试接口，液晶模组测试接口连接待测液晶模组，电源处理单元包括
电源处理模块和LED驱动模块，CPU控制单元、现场可编程门阵列信号
处理单元均连接一个向待测液晶模组输出信号的DP编码模块，现场可编
程门阵列信号处理单元包括内建信号模块、低压差分信号解码模块、以
及低压差分信号编码模块。所述测试装置及测试方法同时提供LVDS接口
和DP接口，同时支持外部输入测试信号和内建测试信号，提供LED背光
驱动输出。
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